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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

銅の自然酸化膜には酸化銅(I)や酸化銅(II)に加え水酸化銅が含まれている場合がある。
X線光電子分光法(XPS)で銅の自然酸化膜の化学状態を定量評価する場合、これらの
参照スペクトルを事前に取得し、解析に利用することが望ましい。しかし水酸化銅
は不安定であり、外気との接触やX線照射により表面が変質しやすいことから、通
常のXPS測定では参照スペクトルを取得することが困難であった。本研究の目的は、
硬X線光電子分光法(HAXPES)により水酸化銅を測定することで、変質の影響が小さ
いバルク成分を主とする参照スペクトルを獲得することである。

実験
Experimental

硬X線光電子分光装置(NM-202)を利用し、Inに固定した水酸化銅粉末試料に対しCr
線源によるX線照射を行いXPS測定を実施した。NarrowスペクトルとしてCu 2pス
ペクトルおよびCu LMMスペクトルを取得した。またその後全定性スペクトルを取
得した。

結果と考察
Results and Discussion

図1に得られたスペクトルを示す。Cu 2p3/2は水酸化銅の参照スペクトル文献[1]と
比較しスペクトル形状、ピーク位置ともに水酸化銅の特徴を示していた。また、Cu
L3M45M45についても、文献[1]と同様のスペクトル形状を示していた。一方、実験後
において、試料粉末の色は青から緑色に変色していたことが分かった。経験的
に、Al線源のX線照射後に同様に見られた色変化であった。変色がNarrowスペクト
ル取得中に発生したものか、その後の全定性スペクトル取得中に発生したものであ
るか、さらに色変化のスペクトルへの影響程度について今後検証が必要であるが、
取得条件を調整することで文献[1]同様のNarrowスペクトルを取得できる可能性が
あることが示唆された。
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図1 水酸化銅粉末のHAXPES測定より得られたCu 2p3/2およびCu L3M45M45スペクト
ル. ピーク位置はO 1sピークを基準(531.49 eV)とした．
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